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半導体デバイスの故障解析・マネージメント業務
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弊社はファブレス（設備を持たないメーカー）の業態で活動しており、詳細解析に使用
する機器と特定機器の使用専門技術者はパートナー企業である株式会社デンケンの
電子デバイス事業部様に協力を頂いております。



半導体デバイスの故障解析・マネージメント業務
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輸送による時間ロスを最大限に削減できるように配慮しております。

フェーズ 内容 指示元・責任者 指示先 主要装置

一次解析 外観 （株）ベルツリー 拡大鏡、顕微鏡

再出荷試験
　Go/No Go判定

お客様 LSIテスタ

フェイルログ取得 お客様 LSIテスタ

DC波形、ピン間特性 （株）ベルツリー カーブトレーサー

詳細解析 剥離観察 （株）デンケン SAT装置

透視観察 （株）デンケン X線透視装置

詳細V-I特性 （株）デンケン FA Master

温度評価 （株）デンケン リフロー炉、バーンイン炉

パッケージ開封 （株）デンケン デキャッパー装置、酸フード、エッチャー

断面観察 （株）デンケン FIB、切断、グラインダー装置、SEM等

分光解析 （株）デンケン エミッション＋OBIRCH(*1)＋EBテスタ

元素分析 （株）デンケン 元素分析装置

　（*1）Optical Beam Induced Resistance CHange : 光加熱抵抗変化

(株)ベルツリー



故障解析装置一覧
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項目 保有装置 会社名 装置型番 精度/特徴

外観確認 観察 実体顕微鏡 オリンパス SZX8 100倍まで観察可能

金属顕微鏡 オリンパス HMB 500倍まで観察可能

非破壊確認 V-I特性 カーブトレーサー Tektronix 576 電圧レンジ1500 V/電流レンジ 20 A

外観確認 観察 実体顕微鏡 オリンパス SZX9-3112 285倍まで観察可能

光学顕微鏡 オリンパス BX-51M-58MD 500倍まで観察可能

ニコン L200 1000倍まで観察可能

ユニバーサルズーム顕微鏡 ニコン AZ100 500倍まで観察可能 (Z方向重ね合わせ可)

外観寸法 測定顕微鏡 オリンパス STM-MJS 最小0.5μmのX-Y-Zの測定が可能

非破壊確認 剥離観察 SAT 日立建機 Mi-scope hyper 25・50MHzのトランデューサーで測定可能

透視観察 X線透視装置 島津製作所 SMX-160E 焦点寸法1μmのX線による透視観察

V-I特性 FA-master 日本サイエンティフィック FB102 印加電圧範囲 ±0.5～25V最小分解能0.012V

温度評価 リフロー装置 タムラ TNR15-225LH 鉛フリー対応、N2供給可、HAT温度プロファイル作成可能

コプラナリティ/反り レーザー変位計 コムス CAM-02DT ±1ｍｍの傾きの測定

破壊確認 開封観察 酸ドラフト湿式スクラバー アズワン AHSP-1500SC 酸系薬品専用のスクラバー

有機ドラフト乾式スクラバー アズワン CD-900SW 有機溶剤専用のスクラバー

オートデキャッパー 日本サイエンティフィック PS101 自動で開封を行なう装置（硫酸・発煙硝酸使用）

ドライエッチャー 日本サイエンティフィック ES371 多層配線にも対応できる異方性エッチングが可能

断面観察 切断機 ビューラー ISOMET1000 試料をダイアモンドブレードにより切断する装置

研磨機 ビューラー METASERV2000 回転速度50～500rpm（連続可変）

丸本ストルアス テグラポール-25 回転速度40~600rpm（連続可変）

小型自動研磨機 ビューラー MINIMET1000 粗研磨～最終仕上研磨まで行なうことが可能

分光解析 エミッション顕微鏡 浜松ホトニクス PHEMOS-1000 OBIRICH機能付

高倍率観察 SEM観察 HITACHI S-4000 分解能：15Å。倍率：×20～30万倍

元素分析 分析装置 EDAX Standard Be～Uまでの元素分析（定量、定性、マッピング分析）

堀場製作所 FT-520 測定波数範囲 5000～700cm-1

シェア強度 Auボールシェア強度計 アークテック DAGE BT2400A Auボールシェアのみ測定可能

プル強度 プル強度計 アークテック DAGE  BT2400A

赤字：ベルツリー所有
黒字：デンケン所有
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故障解析例
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半導体デバイスの信頼性試験とそのマネージメント

弊社はファブレス（設備を持たないメーカー）の業態で活動しており、信頼性試験に関し
ましてもパートナー企業である株式会社デンケン様に協力を頂いております。
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流通在庫電子部品の簡易検査、簡易スクリーニング

弊社では、製品群と選別手法を以下の様に分類し対応しています。

流通在庫から購入される殆どの電子部品は６４ピン以下の製品である為、
以下手法による選別/除去効果は、「短期間」、「高効率」、「低コスト」を実
現しています。

製品分類 選別/除去装置 確認できる特性 模造品 不良品

LCR, 3端子Tr. LCRインピーダンスアナライザ
カーブトレーサ

対周波数特性
ダイオード特性
ピン間特性

○ ○

IC（ロジック,リニア等） カーブトレーサ ダイオード特性
ピン間特性

○ ○

その他(FPGA, Memory等) X線 + 開封解析 内部異常（ワイヤ等）
シリコンダイ異常（ダイ型番等）

○ △

64ピンを超える製品 X線、開封解析 内部異常（ワイヤ等）
シリコンダイ異常（ダイ型番等）

○ △

＊テープリール品もご相談ください。
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流通在庫部品の模倣品選別の異常検出実例1
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流通在庫部品の模倣品選別の異常検出実例2
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ファブレス事業の立ち上げ – 社内品質規格の策定
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ファブレスメーカーとして必要な社内基準や社内規格を立案して、その企業に
合った規格・規定を制定し社内の規則・ルールを作り上げていくコンサル業務も
行っております。

マイルストーンの作成、これに従った導
入で新規立ち上げ企業の社内規格を制
定/インストール



品質保証に対する業界思想の変遷と弊社の強み

弊社はトータルソリューションサービスの提供の中に「品質保証」という価値を見出して提供し
ております。

1990年台の半導体・電子部品の開発/製造において、水平分業というスタイルが台湾による
ファウンドリ事業の台頭で一気に加速しました。
これに対して日本の強みであった垂直統合型の業態がコスト競争力を無くし衰退しました。

その過程においては過度なコスト競争により、品質保証・信頼性保証を軽視しコストを削減

すると同時に、これらのエンジニアを軽視し人員削減を推進した結果、定年者に頼る、外部の
専門機関に頼るという構図が出来上がっております。

企業に求められるCSR（社会的責任）が年々厳しくなる環境において品質保証業務の重要性
が再認識されており、その需要は増加しております。

弊社は「支援企業」と「パートナー企業」の両面を強固とし営業展開を図っていること
により、安全で確実な成長ができると結論付けております。
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